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概要 

デバイスモデリングに必要な RF 測定は、常温だけではなく広い温度範囲での測定が要求されます。従

来このような温調測定は経験を積んだエンジニアがシステムの安定度等を判断しながら行ってきまし

た。今回紹介させていただきます「オンウェハー全自動 RF 測定システム」では電動ポジショナー、デ

ジタル顕微鏡、専用ソフトウェアによりこれらの操作を全自動で行うことで、モデリングに必要なデー

タを取得することが可能となります。 

 

Abstract 

Device Modeling requires Over-Temperature RF Measurements which require experience and deep understanding 

of over-temperature behaver of Measurement System. New Autonomous RF Measurement System enables 

Hand-Free Over-Temperature Measurement by using Motorized Positioner, Digital Microscope and Dedicated 

Software. 
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